Vyjadrovani vysledkti méreni

Uvod

Systematické méfeni se znamou nejistotou
je jednim ze zakladu fizeni kvality v primys-
lu. Ve vétsi ¢asti moderniho pramyslu pred-
stavuji naklady spojené s méfenim 10 az 15 %
vyrobnich ndkladl. Spravné méteni zvysuje
hodnotu, kvalitu a efektivnost produkce. Na-
klady na méfeni a vaZeni v soucasné Evro-
pé predstavuji plnych 6 % celkového hrubé-
ho nédrodniho produktu.

Meéfeni je zdrojem mnoha chyb, z nichz
nékteré mohou naméfenou hodnotu zvétsit,
jiné ji v8ak zmensit. Cilem jakékoliv metro-
logické laboratofe je minimalizovat tyto chy-
by, které vSak nikdy nebudou moci byt sni-
7eny na nulu. Ukolem pro viechny kalibrag-
ni laboratofe je zjistit mnoZstvi téchto chyb
a definovat, jak velké mohou byt. Méfeni jsou
ovlivnéna tfemi typy chyb, a to ndhodnymi,
systematickymi a hrubymi.

Véda o méfeni — metrologie — se stala pfi-
rozenou soucasti kazdodenniho Zivota. No-
véj$im tkolem metrologie je propojeni lid-
ské Cinnosti navzajem, napfi¢ zemépisnymi
a profesnimi hranicemi. Tato divéra a jisto-
ta se zvySuje se SirSim vyuZivanim mezina-
rodni spolupréce, spole¢nych jednotek a spo-
le¢nych méficich postupi a také s uzndvanim
akreditaci a vzdjemnym uzndvanim etalo-
nd a vysledkl méfeni v laboratofich v ruz-
nych zemich.

Metrologie prodélavala velmi dlouhy a re-
lativné klidny vyvoj aZ do zavedeni elektric-
kych veli¢in. Ctyfi tisice let byly délkové
miry odvozovany od rozméri lidského téla,
ale u elektrickych veli¢in neni nic takového
mozné. Jesté ani metrickd konvence nepoci-
tala s elektrickymi veli¢inami. Po jejich za-
vedeni se definice jednotlivych elektrickych
veli¢in Casto ménila, napt. u elektrického od-
poru za prvni polovinu minulého stoleti de-
vétkrat. Elektrickd méfeni ménila i pohled
na vyhodnocovéni vysledkt méfeni. Elektric-
ké zpracovani se pouziva ve stile vét§im roz-
sahu 1 u méfeni neelektrickych veli¢in. Tim-
to maji pfistupy zavedené v oblasti elektric-
kych velicin stile vétsi vyznam i pro ostatni
obory méfeni.

Zakladni diivod zmény chdpani vysledki
méfeni zpiisobil prudky rozvoj méfeni elek-
trickymi prostfedky. Zatim co GUM (Guide
to the Expression of Uncertainty in Measure-
ment, smérnice pro vyjadfovani nejistot méfe-
ni) [2] se zabyva nejistotou méfeni a nevénuje
se méficim pristrojum, ptistup IEC (Interna-
tional Electrotechnical Commission, Mezi-
narodni elektrotechnické komise) je zaméfen
na praktickd méfeni a piistrojovou nejistotu.

Pristup IEC je formulovéan v [3], podrobné
popsan v [4] a vytah z této problematiky je
velmi prehledné uveden v [5].

Teorie chyb (klasicky pristup)

Klasicka teorie chyb ma za sebou dlouhou
historii. Za zakladatele moderni teorie chyb
se povazuje Jacob Bernoulli (1654-1705).
Klasicky pristup mé tyto zakladni postula-
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uziti se nedoporucuje. Nyni pouZivand kon-
ven¢ni hodnota veli¢iny je hodnotou odhadu
pravé hodnoty veli¢iny v souladu s definici
2.12 ve VIM3 [1].

V dusledku toho existuji dva typy chyb —
nepoznatelné, definované ve vztahu k pravé
hodnoté, a poznatelné, definované ve vzta-
hu k platné hodnoté. Pfisné vzato, tyto jsou
také nepoznatelnymi (podmine¢né poznatel-
nymi), protoZe jejich charakteristiky (arit-

ty: Existuje pravd hodnota mévené veliciny,
pravd hodnota mérené veliciny neni pozna-
telnd, pravd hodnota mérené veliciny neni
ndhodnd velicina.

Pfistup chyb (klasicky pfistup) vychazi
z koncepce pravé hodnoty ([1], VIM 3, 2.11)
a chyby. Ptedpoklada se, Ze pro danou mé-
fenou veli¢inu je jen jedna jedind hodnota,
tzv. pravd hodnota, kterd odpovida defini-
ci veli¢iny. Toto je skutecnd hodnota, kte-
rd muze byt stanovena v zdsadé¢ jen idedl-
nim mérenim.

Cilem méfeni je urceni pravé hodnoty
(odhadu pravé hodnoty), je-li to mozné co
nejbliZze, nebo podle potfebné presnosti co
mozna nejbliZze pravé hodnoté s korekcemi
na vSechny zndmé systematické a hrubé chy-
by, stejné jako pouzitim dostate¢ného poctu
opakovanych méfeni pro minimalizaci chyb
v dusledku ndhodnych jevd. ProtoZe nemi-
Ze byt vykondno idedlni méfeni, pouziva se
namisto pravé hodnoty pro tento pojem ter-
min konvencné pravd hodnota, ale jeho po-

meticky primér) a rozptyl (sttedné kvadra-
tickd odchylka) se stanovi z omezeného po-
¢tu pozorovéani. Na poznatelné systematické
chyby se tradi¢né provedou korekce. Hrani-
ce ndhodnych chyb, vyjadfena primérnou
odchylkou pravdépodobnosti, charakterizu-
je rozptyl méfeni.

Nahodné chyby se tvofi z neznamych
nebo nepoznanych pficin a jsou zjistitelné
jen pii opakovanych méfenich se stabilnim
a konzistentnim (bezespornym) nastavenim
méfici techniky. Tento typ chyby ma za na-
sledek, Ze ¢teni pii opakovaném méfeni ne-
jsou vzdy stejna. Neni-li vliv zpiisobujici chy-
bu zfejmy, pak chyba spadé do kategorie na-
hodnych chyb.

Systematické chyby se tykaji zafizeni
pouZivanych v procesu méfeni nebo vnéj-
Sich vlivll na zafizeni. Pfiklady zahrnuji vli-
vy a ucinky zatiZeni, termonapéti, drift, svo-
dové proudy, vnéjsi ruseni a Sum.

Hrubé chyby jsou zpusobeny lidmi a mo-
hou byt odstranény pfisné kontrolovanou pra-
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ci s odpovidajicim Skolenim. Pfiklady hrubé
chyby zahrnuji chybny vyklad vysledkd, ne-
spravné Upravy, nespravny pristroj pouZziva-
ny pro dané méfeni, chyby v zdznamu udaje
a vypocetni chyby.

Teorie nejistot

Nejistotovy pristup mé jen jeden zakladni
postult, a to, Ze vysledek méreni neni na-
hodna velicina.

Pfistup nejistoty je zaloZen na pojmu ne-
Jjistota méreni ([1] VIM 3, 2.25). Je popsan
podrobné ve Smérnici pro vyjadfovani nejis-
tot méfeni GUM [2] a je zaloZen na téchto
tfech tvrzenich:

1. Je moZné charakterizovat kvalitu mére-
ni s ohledem na ndhodné a systematické
efekty zpiisobem zaloZenym vidy na stej-
ném principu
Odpovidajici slozky nejistoty jsou sesku-

peny podle metody odhadu ve dvou katego-
riich — typ A a B a kontrolovany a kombino-
vany tak, aby vysledek byl secten v soula-
du s pravidly matematické statistiky a teorie
pravdépodobnosti.

2. Neni mozné zndt pravou hodnotu namére-
né veliciny
Vysledkem méfeni po zavedeni korekci

na poznané systémové Ucinky je hodnoce-

ni méfeni veli¢iny s nejistotou, vyplyvajici

z ndhodnych vlivil a nedplné znalosti prove-

denych korekei.

3. Neni mozné zndt skutecnou hodnotu chy-
by vysledku méreni (definované ve vztahu
k pravé hodnoté)

Chyba definovana timto zplisobem je
idealizovany pojem a nelze ji pfesné znat.
V pristupu nejistoty je pfijato kategoricky,
Ze neni mozné védét, jak blizko je skute¢nd
hodnota ziskana pii méfeni k pravé hodno-
té. Misto toho je vytvofena metodika a pa-
rametry (nejistoty). PouZzivaji se k popisu
hodnot, pro které jsou k dispozici v sou-
vislosti s méfenim. Na pravdépodobnost-
nim zéakladu je ur¢eno, Ze odpovidaji pra-
vé hodnoté.

Cilem pristupu nejistoty je urcit (na za-
kladé ziskanych informaci) rozsah pripust-
nych hodnot méfené hodnoty, ve kterém je
s ur¢itou pravdépodobnosti prava hodnota
veli¢iny. Tento interval je vyjadfen rozsite-
nou nejistotou a je nazyvan interval pokryti.

Klasifikace nejistoty

Metoda hodnoceni nejistoty typu A je
hodnoceni nejistoty méfeni statistickou ana-
lyzou série méfeni. Napf. stanoveni standard-
ni odchylky série méteni.

Metoda hodnoceni nejistoty typu B je me-
toda hodnoceni nejistoty méfeni jinym zpi-
sobem nez statistickou analyzou série pozo-
rovani. Pfikladem by mohla byt specifikace
pro piistroj zvefejnéna vyrobcem.

Podrobnéji je problematika popsana v [2],
[91, [10].

Zdroje nejistoty

Nejistota ve vysledcich méfeni muiize byt
ovlivnéna mnoha faktory, z nichZ za vyznam-
né lze povazovat pfedevsim referencni etalo-
ny a méfici zafizeni, nejistotu jejich kalibra-
ce, dlouhodoby drift, rozliSeni, vliv elektro-
magnetického ruseni, citlivost proti zméndm
béhem prepravy a manipulaci. Dale je to na-
staveni parametr méfeni, kabely, stinéni,
ohfev a doba ohfevu, termonapéti ¢i méfici
sondy. Uplatni se i postup méfeni, doba mé-
feni, pocet méfeni, klimatizace, stav etalonti
a zafizeni i podminky prostfedi — to je ob-
vykle teplota, kolisani teploty, vlhkosti vzdu-
chu, elektromagnetické vlivy, pfechodové
jevy v napéjeni.

Metody uréovani nejistoty

Zvetejnéné specifikace, jak bylo zminé-
no dfive, jsou nejcastéj$im zdrojem nejisto-
ty udaji pouzivanych u komerénich kalibrac-
nich laboratofi. Méfeni miZze byt definovano
jako jakékoliv vyhodnoceni, které je uciné-
no v rozsahu specifikace pouzitého etalonu.
Tato metoda stanoveni je v GUM povazova-
na za nejistotu typu B.

Statistické metody vyZzaduji vykonani
mnoha méfeni. Tyto metody jsou vyuZitelné
pro metrologické aplikace a jsou vhodné pro
vSechny laboratofe, které vyzaduji vysokou
uroveti divéra pro jejich nejistoty méfeni. Jde
0 nejistotu typu A.

Vytvoreni vypoctu nejistot

Jednotlivé kroky vypoctu jsou:

O popis modelu méfeni,

O vytvoreni seznamu vSech moZnych pfi-
spévka k nejistoté,

O rozhodnuti o jednotce (absolutni nebo re-
lativni pro vyjadfeni sloZek),

O definice velikosti sloZek nejistoty a jejich
rozdéleni pravdépodobnosti,

O prevod sloZek na standardni nejistotu s po-
uzitim vhodnych déliteld,

O secteni sloZek souctem kvadratd pod od-
mocninou (RSS — Root Sum Squared),

O vytvoreni rozsifené nejistoty ndsobkem
podle rozloZeni (obvykle 2).

Vyvoj pro elektricky zpracovavana
méreni

Zékladni divod zmény chédpéani vysled-
ki méfeni zplsobil prudky rozvoj méfeni
elektrickymi prostfedky. Od dvacatého sto-
leti byl pfi méfeni zpracovavan elektricky
signal. V metrologii byl pro popis vnitinich
funkci méficich pfistroji, zejména elektronic-
kych, Siroce pouZzivan prakticky pfistup. Pii
vyhodnocovani vysledki méfeni prevladaly
analogové ruckové pristroje. VZité zvyklos-
ti zachovéavaly vSeobecné pouZzivani klasic-
kych termint vychazejicich z geometrické-
ho zplisobu méteni délky pravitkem se stup-
nici. Vystupni udaj piistroje byl bran jakoZto
poloha rucky na stupnici, udavajici hodnotu
méfené veliCiny liSici se od jeji pravé hod-
noty o pridavnou chybu. ProtoZe prava hod-
nota je pojem nedefinovatelny, v zasad€ ne-
poznatelny, neni vyhovujicim zdkladem dal-
Sich definic. Aby bylo pro uvadéni kalibrace
pristroju podle zndmych etaloni k dispozici
oznaceni, byl zaveden pojem konvencné pra-
vd hodnota. Ten vSak nemohl tento problém
vyfesit, nebot byl definovan na zakladé nepo-
znatelné pravé hodnoty. Za této situace zacali
metrologové stale Castéji hovofit o nejistoté
misto o chybé. Smérnice pro vyjadreni ne-
jistoty v méfeni (GUM [2]) kritizuje tradic-
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The aim of this paper is to explain how measurement results should be expressed. Clas-
sical approach, based on theory of measurement errors, was used for a long time in the past.
Modern measurements, especially electronic measurement instruments, require different
view to measurement results. Measurement uncertainties instead of measurement errors
are used. These two approaches are explained and compared in this paper.

ni pojmy pravd hodnota a chyba (ptiloha D)
a definuje nejistotu bez ohledu na tyto poj-
my. CSN IEC 60050-300 [6] uvadi nazvoslo-
vi vice odpovidajici v soucasnosti vyrdbéné
nové generaci piistroji. Tyto umoZiuji stale
$irSi pouZiti vnitiniho programového vybave-
ni (firmware) pfistroju, jeZ jsou zcela vzda-
leny typu pfistroju rucka na stupnici. Zmizel
také rozdil mezi elektrickymi a elektronicky-
mi pfistroji, ktery vyvoj moderniho pfistrojo-
vého zatizeni prekonal.

Vystupni signdl je odvozen od jevu, k né-
muz dochézi ve snimaci pfistroje procesem
zpracovani signdlu, ktery miZe byt jedno-
duchy nebo zna¢né komplikovany a muze
vyzadovat vnéjsi zdroje energie, napt. vnéj-
§i signdly nebo aktivaci programového vy-
baveni.

Vystupni signal miZe byt analogovy, di-
gitalni (Cislicovy) nebo kddovany; miZe byt
zobrazen, aby jej mohl ¢ist ¢lovék, nebo
miiZe byt pfenesen na vstup ovlddacich za-
fizeni (napf. fidicich mechanismu).

Pristrojova nejistota, pristup IEC

Spolu s pojmovym a terminologickym vy-
vojem od chyby k nejistoté podléhaly vyvo-
ji také normy na vlastnosti elektrickych mé-
ficich pristroji. Nejprve byly publikovany
normy na elektrické indika¢ni pfistroje, kde
byly zavedeny pojmy zdkladni chyba a zmé-
ny. Pak nésledovaly normy na elektronické
méfici pristroje. Jak se rozliSovani mezi elek-
trickym a elektronickym méfenim pocalo vy-
tracet, nabidlo 2. vydani IEC 60359 (1987)
normu pro oba druhy pfistrojii a snaZilo se
prekonat obtiZe v uvaZovani zmén jako zdro-
ju nezavislych nekorelovanych chyb s kvazi-
nahodnym rozloZenim. Posledni vydani me-
zinarodni normy IEC 60359 (idt CSN EN
60359:2002 Elektrickd a elektronickd mérici
zarizeni — Vyjadrovdni viastnosti [3]), uvadi
tyto zasadni zmény:

O prechdzi od vyjadfovani pfesnosti chybou
na vyjadfovani presnosti pfistroju nejisto-
tou,

O teoreticky zdiivodiiuje principy vyjadfova-
ni pfesnosti nejistotou,

O stanovuje zpusoby prechodu od vyjadiova-
ni pfesnosti chybou na vyjadfovani pres-
nosti nejistotou,

O stanovuje zdsady tvorby kalibra¢nich dia-
gramu a jejich pouZivani u méficich pfi-
stroju,

O uvadi zplsoby pouZivani statistickych me-
tod pro ur¢ovani nejistot a jejich vyjadro-
vani,

O uvadi praktické priklady vyjadfovani ne-
jistot,

O upravuje a dopliiuje terminy a definice, vy-
plyvajici z pfechodu na vyjadfovani pres-
nosti nejistotami.

Hlavnimi charakteristikami vlastnosti pfi-
stroje jsou ty, které jsou vztaZeny k nejistoté
vysledkt ziskanych pfi pouZivéani pfistroje.
K tomuto ucelu pouZiva tato norma systema-
ticky (v souladu s IEV) predstavu kalibrac-
niho diagramu, ktery také pomédhd v popisu
vzajemnych vztaht mezi zdkladni nejistotou,
zménami a pracovni nejistotou. RozliSeni to-
hoto druhu jsou podstatna pro nové méfici
systémy s mikroprocesory s vlastnim progra-
movym vybavenim (softwarem) nebo téch,
které pouZzivaji vice nez jeden vstup (systémy
s vice snimaci). To vyZaduje pohled na pro-
blém z obecného hlediska bez omezeni zavis-
lych na technickém vybaveni pfistroje (hard-
waru). Umoziluji rovnéZ vétsi vybér variant
specifikovani charakteristickych vlastnosti.

Ptistup 1IEC lze povazovat za soub&Zny
s pfistupem nejistoty, ale vice prakticky ori-
entovany. IEC se zaméfuje na metrologic-
kou slucitelnost vysledki a vice i na vysled-
ky jednoho méfeni. Jak se postupné pocalo
prestavat rozliSovat mezi elektrickym a elek-
tronickym méfenim, druhé vydani IEC 60359
(1987) nabidlo normu pro oba druhy pristro-
jb a snazilo se prekonat obtiZze v uvazova-
ni zmén jako zdroji nezavislych nekorelo-
vanych chyb s kvazinahodnym rozlozenim.
Treti vydani mezinarodni normy IEC 60359
(2002) prechéazi od vyjadfovéani piesnosti
chybou na vyjadfovani pfesnosti nejistotou,
teoreticky zdlvodiiuje principy vyjadiova-
ni pfesnosti nejistotou a stanovuje zpusoby
prechodu od vyjadfovani pfesnosti chybou
na vyjadfovani pfesnosti nejistotou. Hlavni-
mi charakteristikami vlastnosti pfistroje jsou
ty, které jsou vztaZeny k nejistoté vysled-
ki ziskanych pfi pouZivani pfistroje. Norma
EN 60359 je postupné systematicky apliko-
véna na normy z oblasti méficich pfistroju,
nejaktualnéji to je na normy fady CSN EN
61557 [7].

Cilem pftistupu IEC je ziskat vysledky
méfeni, které jsou kompatibilni s ostatnimi
v ramci pfisluSnych nejistot. U vétSiny pfi-
stroju v aplikované praxi se vychazi ze spe-
cifikaci pfistroje. Tyto jsou nejcastéji defino-
vany dvéma limitnimi hodnotami, pfi¢emz se
predpoklada rovnomérna pravdépodobnost,
Ze vysledky jsou uvniti téchto specifikaci. To
je tedy obdélnikové rozdéleni, které se pou-
Ziva tam, kde je rovnd pravdépodobnost mé-
feni, vyskytujictho se v zdvaznych limitech
specifikaci. Tento typ rozloZeni je obvykle
spojen se specifikacemi vyrobce. GUM do-
porucuje pouZzit obdélnikové rozlozeni, neni-
li rozloZeni podrobnéji zndmo.
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Predpoklad obdélnikového rozloZeni umoz-
ni laboratofi chybovat na konzervativni stra-
né, tedy uvést nejistotu vétsi, nez je skutecna.
Chcete-li prevést specifikace na obdélnikové
rozloZeni typu B, pak pro stanoveni nejistoty
se specifikace déli druhou odmocninou ze tii,
a tim se dojde ke standardni nejistoté.

Shrnuti

Pro mnoho pracovniki vyzaduje prechod
od osvédcenych tradi¢nich termini a pred-
stav k tém, které byly vyvolany moderni me-
trologii, nezbytné urcité zmény v mysSleni,
nebot soucasna pfistrojova technika udélala
velky pokrok od dob pfimo ukazujicich pii-
strojii. Neni vSak tfeba ocekdvat zvlastni ob-
tize pii prevadéni starych technickych speci-
fikaci do terminti shodnych s pfistupem IEC.

Analyza pfistupl ukazuje pfitomnost vy-
voje ve filozofii méfeni. VSechny piistupy po-
uZivaji stejné matematické ndstroje. Nejsou
7adné rozdily v chapani pravdépodobnostni-
ho charakteru méfeni.

Vysledek méfeni se povaZzuje — jako apro-
ximace, odhad velikosti namérenych hodnot
— za hodnoceni, jeZ ma své charakteristic-
ké presnosti.
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Zakladni pristupy (klasicky pfistup a pii-
stup nejistoty) se nemohou postavit proti
sobé. Maji mnoho spole¢nych prvkii a dopl-
fuji se navzdjem. To dokladd hybridni pfi-
stup.

Spolecnym rysem hlavnich pristupt (kla-
sického pfistupu a pfistupu nejistoty) je exis-
tence zdkladnich procesnich krokt pro odhad
chyby nebo nejistoty, a to jsou:

O analyza modelu funkce,

O identifikace zdroje chyb ovliviiujici nejis-
toty méfeni a hodnoceni jejich vlivu,

O zavedeni korekci na vSechny poznatelné
systematické vlivy,

O odhad nejistoty vyzadujici identifikaci
a vylouceni hrubych abnormalit (omyly,
hrubé chyby), stejné jako zavedeni korek-
ci v8ech poznanych systematickych chyb.
Da se fici, Ze i kazdé neopravené méfeni

ma své nejistoty. Proto se pro odhad chyby

zavadi korekce a pak se nejistota jejich sta-

noveni uplatni v nejistoté vysledku. Proto
byla nejistota pfijata jako univerzalni para-
metr charakterizujici kazdy vysledek méfeni.
Prisné vzato, kazda zméfena hodnota ma své
nejistoty, ale i kaZda nejistota md svou vlast-
ni nejistotu posouzeni.
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Novelizované podminky pro pripojeni
zarizeni k elektrizaéni soustavé
(2. ¢ast - dokonceni)

K predlozZeni studie pripojitelnosti
(z hlediska vztahu Zadatel-provozovatel dis-
tribucni soustavy)

Provozovatel distribu¢ni soustavy si miize
od Zadatele vyzadat (viz nové zarazeny § 4a)
zpracovani studie pripojitelnosti:

O je-li s pfihlédnutim ke vSem okolnostem
zfejmé, Ze zafizeni, o jehoZ pfipojeni Za-
datel z4d4, bude mit vliv na spolehlivost
provozu distribucni soustavy;

O zada-li o pripojeni zafizeni k napétové hla-
diné vysokého napéti a vyssich.

Pozn.:

Zddd-li Zadatel o p¥ipojeni distribucni
soustavy k prenosové soustavé nebo o zvyse-
ni rezervovaného prikonu nebo vykonu v pre-
ddvacim misté mezi distribucni a prenosovou
soustavou, zajistuji zpracovdni studie pripo-
Jitelnosti spolecné provozovatel prenosové
soustavy a provozovatel distribucni soustavy.

Predmétem studie pripojitelnosti vyrobny
elektiiny nebo odbérného elektrického zatize-
ni je posouzeni ocekdvanych vlivll pfipojeni
zafizeni na spolehlivost provozu pfenosové
soustavy nebo distribu¢ni soustavy. Pfedmé-
tem studie pripojitelnosti distribu¢ni soustavy
k pfenosové soustavé nebo distribu¢ni sousta-

vy k jiné distribucni soustavé je déle posou-
zeni moZnych variant poZadovaného pfipoje-
ni z hlediska jejich ndkladovosti.

Provozovatel distribu¢ni soustavy muize
vyZzéadat zpracovani studie pripojitelnosti nej-
déle do 30 dnli od podani Zadosti o pfipoje-
ni. Zaroven musi vymezit poZadovany rozsah
studie pripojitelnosti.

Pozada-1i zadatel provozovatele distribuc-
ni soustavy o podklady pro zpracovani studie
pfipojitelnosti nejpozdéji do 30 dnti po obdr-
Zeni Zadosti o jeji zpracovani, provozovatel
distribu¢ni soustavy poskytne Zadateli pod-
klady nezbytné pro zpracovani studie pfipo-
jitelnosti do 15 dnti od jejich vyzadani. Ne-
pozada-li zadatel provozovatele distribu¢ni
soustavy o podklady pro zpracovéni studie
pripojitelnosti do 30 dnii po obdrZeni Zados-
ti o jeji zpracovéni, provozovatel distribuc-
ni soustavy zZadost o pfipojeni neposuzuje.

Nevyzada-li provozovatel distribu¢ni sou-
stavy zpracovani studie pfipojitelnosti v uve-
dené Thit€ do 30 dnil od podéni Zadosti o pii-
pojeni nebo neposkytne-li Zadateli podklady
nezbytné pro zpracovéni studie pfipojitel-
nosti, ma se zato, Ze zpracovani studie pfi-
pojitelnosti provozovatel distribu¢ni sousta-
vy nevyzaduje.
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Zadatel o pfipojeni zafizeni k distribu¢ni
soustavé predd provozovateli distribu¢ni sou-
stavy studii pfipojitelnosti do 90 dnl ode dne,
kdy provozovatel distribu¢ni soustavy predal
Zadateli podklady nezbytné pro zpracova-
ni studie. Neni-li studie pfipojitelnosti zpra-
covéna v rozsahu vymezeném provozovate-
lem distribu¢ni soustavy, miZe si provozova-
tel distribu¢ni soustavy vyzadat jeji doplnéni
nebo rozsiteni. Provozovatel distribu¢ni sou-
stavy si muze vyzadat doplnéni nebo rozsite-
ni studie pfipojitelnosti nejpozdéji do 30 dnit
od pfedani studie pripojitelnosti.

Vyzada-li si provozovatel distribu¢ni sousta-
vy doplnéni nebo rozsiteni studie pripojitelnosti,
zadatel pedd doplnénou nebo rozsitenou studii
pfipojitelnosti do 30 dnt ode dne, kdy obdrzel
vyZzadani provozovatele distribu¢ni soustavy.

Posuzovani Zadosti o pripojeni
(z hlediska vztahu Zadatel-provozovatel dis-
tribucni soustavy)

Zadost o pfipojeni je posouzena provozo-
vatelem distribu¢ni soustavy s ohledem na:
O misto a zplisob pozadovaného pfipojeni,
O velikost pozadovaného rezervovaného pfi-

konu nebo vykonu a ¢asovy pribéh zatizent,
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